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Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-K-15186-01-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

Zentrum fiir Messen und Kalibrieren & ANALYTIK GmbH
P-D Chemiepark Bitterfeld-Wolfen Areal A,
FilmstraBe 7, 06766 Bitterfeld-Wolfen

Das Kalibrierlaboratorium erfiillt die Mindestanforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 und
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlieflich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, um die nachfolgend aufgefiihrten
Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufihren.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir
Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Fir die mit * gekennzeichneten MessgroRen/Kalibriergegenstinde ist dem Kalibrierlaboratorium,
ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der
hier aufgefiihrten Normen/Kalibrierrichtlinien mit unterschiedlichen Ausgabestinden gestattet.

Das Kalibrierlaboratorium verfiigt iiber eine aktuelle Liste aller Normen/Kalibrierrichtlinien im
flexiblen Akkreditierungsbereich.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des
Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und liberwachten Akkreditierung ist der Datenbank
akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkilirzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 26
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15186-01-01

Kalibrierungen in den Bereichen:

Elektrische MessgroRen
Gleichstrom- und
Niederfrequenzmessgroflen
—Gleichspannung ?
—Wechselspannung ?
—Gleichstromstirke
—Wechselstromstirke 2
—Gleichstromwiderstand ?
—Kapazitat?
HochfrequenzmessgrofRen
—OstzilloskopmessgroRen 2
—Anstiegszeit ?
—Bandbreite

3 auch Vor-Ort-Kalibrierungen
b auch Kalibrierungen im mobilen
Laboratorium

Glltig ab: 13.09.2022
Ausstellungsdatum: 13.09.2022
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Dimensionelle Messgrof3en
Linge
—ParallelendmaRe
—Lingenmessmittel )
—Durchmesser
—Formabweichung
—Gewinde
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15186-01-01

Elektrische MessgroRen

Permanentes Laboratorium

( DAKKS
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Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit Bemerkungen
Gleichspannung ov 1,0 uv mit Kurzschluss
Messgerate und 1V 4,0-10%-U U = Messwert
Quellen oV 1,5-10%-U
ov bis 0,2V 1,04V +6,0-10% - U
>0,2V  bis 2V 1,04V +5,0-10%- U
>2V bis 20V 6,0-10%- U
>20V bis 200V 8,0-106-U
>200V Dbis 1100V 11-10%-U
>1100V bis 5000 V 50V+4,0-103-U mit Fluke 5322A
Quellen 0,5kvV  bis <10kV 10-kV-Teiler 50V+4,0-103-U U = Messwert
Gleichstromstarke 10 pA bis <220 pA 10nA+40-106-/ mit Fluke 5700 A/EP
Messgerite >220 pA  bis  2,2mA 10nA+50-106-/ | = Messwert
>2,2mA bis 22 mA 50nA+50-10°%-/
>22mA bis 220 mA 0,10 pJA+50- 106 -/
>220mA bis 2,2A 1,0 A +80-106-/
mit Fluke 5520A
>2,2A  Dhis <3A 45 yA+0,45-103 -/
| = Messwert
3A bis <11A 0,31 mA+0,53-103-/ mit Fluke 5725A
11A bis 20,5A 0,75mA+1,2-103-/ mit Fluke 5520A
1A bis <10A 0,50 A +0,6-103-/ Mit burster 1282-0,001
10A bis 200 A 0,60-103-/ | = Messwert
Quellen 20pA  bis <200 pA 0,00040 pA +15-10%-1 | mit Fluke 8508A
200pA  bis  <2mA 0,0040 pA+15-105-1 | |- pesswert
2 mA bis <20 mA 0,040 pA +20- 10 -/
20 mA bis <200 mA 1,0 yA+50-106-/
200 mA  bis <2A 20 A +0,25-103 -/
2A bis <20,5A 0,45 mA+0,55-103 -/
. mit Fluke 8588 A
20,5A bis <30A 0,40 mA+0,67 - 103 -/
| = Messwert
1A bis <10A 0,50mA+0,6-103-/ Mit burster 1282-0,001
10A bis 200 A 0,6-103-1 I = Messwert
Stromzangen >3,2A bis <32A 1,5mA+0,70-103 -/ mit Wavetek 9100
>32A bis 105 A 10mA+0,70-103 -/ | = Messwert
>105A bis 200 A 50 mA+0,70- 103 -/
>16 A bis 160 A 7,0mA+0,75-103 -/
>160A bis 525 A 50 mA+0,70-103 -/
>525A bis 1000 A 0,25A+0,70-103 -/
Gultig ab: 13.09.2022
Ausstellungsdatum: 13.09.2022 Seite 3 von 26
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Elektrische MessgroRen

Permanentes Laboratorium

(

DAKKS
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Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit Bemerkungen
Ableitstrom 100 pA  bis <300 pA 0,25pA+6,0-103-/ mit Fluke 5322A
300uA  bis <3 mA 1,5uA+4,0-103 -/ | = Messwert
3 mA bis <30mA 15puA+4,0-103 -/
Gleichstromwiderstand 1 mQ, 10 mQ 8,0-10°-R mit Normalwider-
Messgerite 100mQ bis 10 kQ 5,0-10%-R stinden
100 kQ 8,0-10%-R R = Messwert
1 MQ; 10MQ 10-10%-R
16O T-Schaltung 0,13-10°-R
10 GQ 60-10°-R
100 GQ 0,12-103-R
1TQ 0,60-103-R
Gleichstromwiderstand 10 bis <110Q 1,0mQ+0,17-103-R Mit Fluke 5520A
Messgerdte 11Q bis <330 1,0mQ+20-10%-R R=Messwert
330 bis <110Q 0,65mQ+30-10%-R
110Q bis <330Q 35-10%-R
330Q bis <1,1kQ 35-10°-R
1,1kQ bis <3,3kQ 35-10°-R
3,3 kQ bis <11kQ 35-10°-R
11 kQ bis <33kQ 35-10°-R
33 kQ bis <110 kQ 35-10°-R
110kQ  bis <330kQ 40-10°-R
330kQ bis <1,1MQ 40-10°-R
1,1MQ bis <3,3MQ 80-106-R
3,3MQ bis <11 MQ 0,16-103-R
11MQ bis <33MQ 0,30-103-R
33MQ  bis <110 MQ 0,60-103-R
110 MQ  bis <330 MQ 3,5-103-R
330MQ  bis <1,1GQ 18-103-R
Festwiderstande 1mQ bis 100 mQ 7,0-10°-R Mit Normalwider-
>100 mQ  bis 10 0,60-10%-R standen und
>1Q bis 10 kQ 0,30-10°%-R DCC MI 6242B
>10kQ bis 100 kQ 0,80 - 10 - R R = Messwert
>100kQ bis 10 MQ 4,0-10%-R
>10MQ bis 100 MQ 15-10%-R
Quellen 100pQ  bis <200 25uQ +50-10°- R mit Fluke 8508A
200 bis <2000 15-10%-R R = Messwert
200 Q bis <2kQ 15-10%-R
2 kQ bis <20kQ 15-106-R
20 kQ bis <200 kQ 15-106-R
200kQ  bis <2MQ 20-10°-R
2 MQ bis <20 MQ 0,15kQ+15-10%-R
20MQ  bis <200 MQ 0,015MQ+40-10%-R
200 MQ  bis <2GQ 1,5MQ+0,7-103-R
2GQ bis <20GQ 15MQ+0,7-103-R
Gultig ab: 13.09.2022

Ausstellungsdatum: 13.09.2022
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Elektrische MessgroRen

Permanentes Laboratorium

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit Bemerkungen
Niederohﬁ_jwiderstand 100mQ bis  4,99Q |/max| < 400 mA (DC) 15mQ+2,9-103-R mit Fluke 5322A
Messgerdte 50  bis 2990 ] < 250 mA (DC) 15mQ+2,7-103-R | R =Messwert
300  bis 199,90 |Imax| < 100 mA (DC) 76 mQ+3,6-103- R g;';z\f?go‘ggé'
2000 bis 4990 |Ivax| < 45 mA (DC) 1,40+1,5-103-R
500Q  bis 1,999 kQ |Ivax| < 25 mA (DC) 0,550 +3,0-103-R
2kQ  bis  4,99kQ |Ivax| < 10 mA (DC) 140+1,5-103-R
5kQ  bis <10kQ |Imax| < 5 mA (DC) 6,10+2,8-103-R
Erdwide[standS- 25mQ [/max] < 40 A (DC) 0,24-R mit Fluke 5322A
messgerate 50 mQ [Iaax| < 40 A (DC) 0,14 -R R = Messwert
100 mQ [/max] < 40 A (DC) 64-103-R
DIN VDE 0701-
330 mQ |/max] < 40 A (DC) 28-103-R 0702:2008-06
500 mQ |/max| < 40 A (DC) 20-103-R
10 [/max] < 40 A (DC) 12-103-R
1,80 [/max] < 30 A (DC) 12-103-R
50 [Imax] < 21 A (DC) 7,5-103-R
100 |'max] < 15 A (DC) 7,0-103-R
180 [/max] < 10 A (DC) 7,0-103-R
500 |Ivax] < 5 A (DC) 7,0-103-R
100 Q |Ivax| < 3 A (DC) 6,0-103-R
180 Q |hvax| < 1,35 A (DC) 6,5-103 - R
500 Q |Ivax| < 0,6 A (DC) 6,0-103-R
1kQ |Imax| < 0,3 A (DC) 6,0-103-R
1,8 kQ |Ivax| < 0,15 A (DC) 6,5-103-R
Hochohmwiderstand 10kQ  bis <40kQ |U] < 65 V (DC) 2,5-103-R mit Fluke 5322A
I;Z'::;Z?;r'e'demands' 40kQ  bis <100kQ |U| < 400 V (DC) 2,5-103-R R =Messwert
100kQ  bis <200 kQ |U| < 800V (DC) 2,5-103-R
200kQ bis <1MQ |U| <1100 V (DC) 2,5-103-R
1MQ  bis <2MQ |U| < 1575 V (DC) 4,0-103-R
2MQ  bis <10MQ |U| < 2500 V (DC) 4,0-103-R
10MQ  bis <1GQ |U| < 5500 V (DC) 7,0-103-R
1GQ  bis <10GQO |U| <5500 V (DC) 12-103-R
10GQ  bis <100GQ |U| < 5500 V (DC) 35-103-R
Gultig ab: 13.09.2022

Ausstellungsdatum: 13.09.2022
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Elektrische MessgroRen

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte c
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit Bemerkungen
Widerstandsverhaltnis iti i ibrier-
0 bis <13 1,0-10% m|-t induktiven Kalibrier
AC-Temperatur- Wechselst teiler;
N echselstrom
messbriicken 13 bis 3999999 20-10% Messunsicherheit
! 53 ! bezeichnet Absolutwert
DC—Temperatur— 0 bis <13 1,0 - 10 mit AC-Messbriicke und
messbriicken AC/DC-Transfer-
1,3 bis <25 Gleichstrom 2,0-10 widerstand;
Messunsicherheit
2,5 bis  3,999999 4,0-10° bezeichnet Absolutwert
Gleichstromwiderstand 10Q 15 uQ mit Normalwider-
DC-Temperatur- 250 20 pQ stinden
messbriicken 100 Q 80 uQ
300Q 180 uQ
Gultig ab: 13.09.2022

Ausstellungsdatum: 13.09.2022 Seite 6 von 26



Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15186-01-01

Elektrische MessgroRen

Permanentes Laboratorium

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit Bemerkungen
Wechselspannung 1,0mV bis <22mV | 10Hz bis 20 Hz 8,2 uv+0,25-103-U mit Fluke 5700 A/EP
Messgerite 1,0mV bis <2,2mV 20 Hz bis 40 Hz 8,2uV+101-10%-U U = Messwert
1,0mV  bis <2,2mV | 40Hz bis 20 kHz 8,2uV+90-10°-U
1,0mV  bis <2,2mV | 20kHz bis 50 kHz 8,2uV+0,22-103-U
1,0mV bis <2,2mV | 50kHz bis 100 kHz 9,1 uV+0,55-103-U
1,0mV  bis <2,2mV |100kHz bis 300 kHz 15V +1,5-103- U
1,0mV  bis <2,2mV |300kHz bis 500 kHz 30V +2,0-10% U
1,0mV  bis <2,2mV [500kHz bis 1 MHz 30 uV+3,7-103- U
2,2mV  bis <22mV 10Hz bis 20 Hz 8,0uVv+0,35-103-U
2,2mV  bis <22mV 20Hz  bis 40 Hz 8,0 uvV+0,20-103-U
2,2mV  bis <22mV 40 Hz  bis 20 kHz 8,0 uvV+0,20-103-U
2,2mV  bis <22mV | 20kHz bis 50 kHz 8,0 uVv+0,30-103-U
2,2mV  bis <22mV | 50kHz bis 100 kHz 10 uv+0,60-103 U
2,2mV  bis <22mV |100kHz bis 300 kHz 15uv+1,5-103-U
2,2mV  bis <22mV |300kHz bis 500 kHz 30uv+2,0-103-U
2,2mV  bis <22mV |500kHz bis 1 MHz 30uv+4,0-103-U
22 mV bis <220mV | 10Hz bis 20 Hz 20uV+0,35-103- U
22 mV bis <220mV | 20Hz bis 40 Hz 15uVv+0,15-103 U
22 mV bis <220mV | 40Hz bis 20 kHz 15uvV+0,15-103 U
22 mV bis <220mV | 20kHz bis 50 kHz 15uVv+0,30-103 U
22 mV bis <220mV | 50kHz bis 100 kHz 25uvV+0,70-103- U
22 mV bis <220mV | 100 kHz bis 300 kHz 30uv+1,3-103-U
22 mV bis <220mV | 300 kHz bis 500 kHz 35uV+2,0-103-U
22 mV bis <220mV | 500 kHz bis 1 MHz 704V +4,0-103- U
220mV  bis <22V 10 Hz bis 20 Hz 60UV +0,35-103- U
220mV  bis <22V 20 Hz bis 40 Hz 25uV+0,15-103- U
220mV  bis <22V 40 Hz bis 20 kHz 15uv+0,10-103-U
220mV  bis <2,2V 20kHz bis 50 kHz 15uv+0,15-103-U
220mV  bis <2,2V 50kHz bis 100 kHz 50 uV+0,15-103- U
220mV  bis <2,2V 100 kHz bis 300 kHz 0,12mV+0,60-103-U
220mV  bis <22V |300kHz bis 500 kHz 0,30 mV +1,5-103- U
220mV  bis <22V |500kHz bis 1MHz 0,50 mV +2,5-103- U
Gultig ab: 13.09.2022

Ausstellungsdatum: 13.09.2022
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15186-01-01

Elektrische MessgroRen

Permanentes Laboratorium

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit Bemerkungen
Wechselspannung 2,2V bis <22V 10Hz  bis 20 Hz 0,60 mV+0,35-103-U | mit Fluke 5700 A/EP
Messgerite 2,2V bis <22V 20 Hz bis 40 Hz 0,25-103-U U = Messwert
2,2V bis <22V 40 Hz bis 20 kHz 0,10-103-U
2,2V bis <22V 20 kHz  bis 50 kHz 0,20-103-U
2,2V bis <22V 50kHz bis 100 kHz 0,30-103-U
22V bis <22V |100kHz bis 300 kHz 0,95 mV +0,4 - 103 - U
22V bis <22V |300kHz bis 500 kHz 30mV+15-103-U
22V bis <22V [500kHz bis 1MHz 4,5mV+2,5-103- U
22V bis <220V 10 Hz bis 20 Hz 0,65-103-U
22V bis <220V 20 Hz bis 40 Hz 0,25-103-U
22V bis <220V 40 Hz bis 20 kHz 0,20-103-U
22V bis <220V 20kHz bis 50 kHz 0,20-103-U
22V bis <220V 50kHz bis 100 kHz 0,40-103-U
220V bis <1100V 50 Hz bis 1 kHz 0,20-103-U
Wechselspannung >1mV bis 10 mv 1Hz bis 10 Hz 60uvV+0,15-103-U mit Fluke 8588A
Quellen >1mV bis 10 mV 10Hz  bis 40 Hz 60 uvV+0,15-103- U U = Messwert
>1mV bis 10 mV 40Hz  bis 100 Hz 60 uvV+0,15-103- U
>1mV bis 10 mv 100 Hz bis 2 kHz 60 uVv +0,15-103- U
>1mV bis 10 mvV 2kHz  bis 10 kHz 60 uv+0,15-103- U
>1mV bis 10 mV 10 kHz bis 30 kHz 60 uv+0,15-103- U
>1mV bis 10 mV 30kHz bis 100 kHz 60 UV +0,55-103- U
>1mV bis 10 mV 100 kHz bis 300 kHz 75UV +8,3-103-U
>1mV bis 10 mV 300 kHz  bis 1 MHz 75uV+20-103-U
>10mV bis 100 mV 1Hz bis 10 Hz 20UV +0,35-103- U
>10mV bis 100 mV 10 Hz bis 40 Hz 45uV +0,35-103- U
>10mV bis 100 mV 40 Hz bis 1 kHz 20UV +0,15-103- U
>10mV bis 100 mV 1kHz  bis 20 kHz 20uV+0,15-103-U
>10mV bis 100 mV 20 kHz  bis 50 kHz 20uV+0,40-103-U
>10mV bis 100 mV 50 kHz bis 100 kHz 20UV +0,50-103- U
>10mV bis 100mV | 100kHz bis 300 kHz 0,10mV+2,0-103-U
>10mV bis 100mV | 300kHz bis 1 MHz 0,10 mV+13-103-U
>100mV bis 2V 1Hz bis 10 Hz 0,15mV+0,20-103- U mit Fluke 8588A
>100mV bis 2V 10Hz bis 40 Hz 25uV+0,15-103- U U = Messwert
>100 mV bis 2V 40 Hz bis 100 Hz 204V +0,15-103- U
>100 mV bis 2V 100 Hz bis 2 kHz 204V +0,10-103- U
>100 mV bis 2V 2 kHz bis 10 kHz 204V +0,15-103- U
>100mV bis 2V 10kHz bis 30 kHz 20 uV +0,25103 - U
>100mV bis 2V 30kHz bis 100 kHz 50uvV+1,0-103-U
>2V bis 20V 1Hz bis 10 Hz 1,5mV+0,20-103-U
>2V bis 20V 10 Hz bis 40 Hz 0,25mV +0,15-103-U
>2V bis 20V 40 Hz bis 100 Hz 0,20mV +0,15-103-U
Gultig ab: 13.09.2022
Ausstellungsdatum: 13.09.2022 Seite 8 von 26



Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15186-01-01

Elektrische MessgroRen

Permanentes Laboratorium

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit Bemerkungen
>2V bis 20V 100 Hz bis 2 kHz 0,25mV+0,10-103-U
>2V bis 20V 2 kHz bis 10 kHz 0,20mV+0,15-103- U
>2V bis 20V 10kHz bis 30 kHz 0,10 mV+0,25-103-U
>2V bis 20V 30kHz bis 100 kHz 0,60mV+0,60-103-U
Wechselspannung
Quellen >20V  bis 200V 1Hz bis 10 Hz 15mV+0,20-103- U mit Fluke 8588A
>20V bis 200V 10 Hz bis 40 Hz 2,5mV+0,15-103-U U = Messwert
>20V bis 200V 40 Hz bis 100 Hz 2,0mV+0,15-103-U
>20V bis 200V 100 Hz bis 2 kHz 2,5mV+0,10-103-U
>20V bis 200V 2 kHz bis 10 kHz 2,0mV+0,15-103-U
>20V bis 200V 10kHz bis 30 kHz 1,0mV+0,25-103- U
>20V bis 200V 30kHz bis 100 kHz 5,0mV+0,65-103- U
>200V bis 1000 V 10 Hz bis 40 Hz 20mV +0,20-103- U
>200V bis 1000 V 40 Hz bis 10 kHz 20mV +0,15-103- U
>200V bis 1000 V 10kHz bis 30 kHz 55mV+0,30-103- U
1kv bis <5kv 20 Hz bis 100 Hz 3,0V+7,0-103-U mit Fluke 5322A
. 50 Hz, 60 Hz; U = Messwert
5 kv bis <10kV 10-kV-Teiler 55V+7,0-103-U
Wechselstromstarke 29 pA bis <54 pA 10Hz  bis 20 Hz 0,15pA+2,5-103-/ mit Fluke 5322 A
Messgerate 29 pA bis <54 pA 20Hz  bis 45 Hz 0,15pA+2,0-103-/ | = Messwert
29 pA bis <54 pA 45Hz  bis 1 kHz 0,15uA+2,0-103-/
29 pA bis <54 pA 1kHz  bis 5 kHz 0,20 A +3,5-103 -/
29 pA bis <54 pA 5kHz bis 10 kHz 0,25 A +9,5-103 -/
29pA  bis <54pA | 10kHz bis 30 kHz 0,50 uA +20-103 -/
S4pA  bis <220uA | 10Hz bis  20Hz 0,10 uA+0,35-103-/ | mit Fluke 5700 A/EP
54 pA bis <220pA | 20Hz bis 40 Hz 0,10 uA +0,25-103 -/ | = Messwert
54 pA bis <220pA | 40Hz bis 1 kHz 0,10 uA +0,25-103 -/
54 pA bis <220pA | 1kHz bis 5 kHz 0,10 uhA+0,35-103 -/
54 A bis <220pA | S5kHz bis 10 kHz 0,10puA+2,0-103-/
220pA  bis <2,2mA 10 Hz bis 20 Hz 0,10 uA+0,35-103 -/
220pA  bis <2,2mA 20 Hz bis 40 Hz 0,10 uA + 0,25 - 103 -/
220pA  bis <2,2mA | 40Hz bis 1 kHz 0,10 uA + 0,20 - 103 -/
220pA  bis <2,2mA 1 kHz bis 5 kHz 0,20 A +0,30-103 -/
220pA  bis <2,2mA 5 kHz bis 10 kHz 1,0pA+1,5-103 -/
2,2mA  bis <22mA 10 Hz bis 20 Hz 0,60 uA +0,35-103 -/
2,2mA  bis <22mA 20Hz  bis 40 Hz 0,50 A + 0,25 - 103 -/
2,2mA bis <22mA | 40Hz bis 1 kHz 1,0puA+0,2-103 -/
2,2mA bis <22mA 1kHz  bis 5 kHz 1,0puA+0,3-103 -/
2,2mA  bis <22mA 5 kHz bis 10 kHz 8,0uA+1,5-103-/
22 mA bis <220mA | 10Hz bis 20 Hz 6,0 WA +0,35- 103/
Gultig ab: 13.09.2022
Ausstellungsdatum: 13.09.2022 Seite 9 von 26
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15186-01-01 Akkreditierungsstelle

Elektrische MessgroRen

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte c
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit Bemerkungen
22 mA bis <220mA | 20Hz bis 40 Hz 5,0 uA +0,25-103 -/
22 mA bis <220mA | 40Hz bis 1 kHz 40uA+0,20-103 -/
22 mA bis <220mA | 1kHz bis 5 kHz 5,0uA +0,30-103 -/
22 mA bis <220mA | 5kHz bis 10 kHz 15pA+1,5-103 -/
220 mA  bis <2,2A 20 Hz bis 1 kHz 50 uA +0,40-103 -/
220mA  bis <2,2A 1 kHz bis 5 kHz 0,10mA +0,65- 103 -/
220 mA  bis <2,2A 5 kHz bis 10 kHz 0,25mA +9,5-103 -/
Wechselstromstarke 2,2A bis <3A 45Hz  bis 1 kHz 0,10mA+0,10- 103 -/ mit Fluke 5520A
Messgerite 2,2A bis <3A 1kHz bis 5 kHz 1,5mA+7,0-103-/ | = Messwert
3A bis <11A 40 Hz bis 1 kHz 0,57 mA+0,50-103 -/ mit Fluke 5725A
3A bis <11A 1kHz bis 5 kHz 0,82mA+1,1-103-/ | = Messwert
3A bis <11A 5 kHz bis 10 kHz 2,7mA+4,0-103-1/
11A bis <20,5A 45 Hz bis 100 Hz 6,0mA+1,5-103-1/ mit Fluke 5520A
11A bis <20,5A | 100Hz bis 1 kHz 6,0mA+2,0-103-1/ I = Messwert
Quellen 2 uA bis <20 pA 40Hz  bis 10 kHz 11nA+2,0-103-/ mit Fluke 8588A
| = Messwert
20 pA bis <200 pA 40 Hz bis 500 Hz 30nA+0,35-103-/
20 pA bis <200 pA | 500 Hz bis 1 kHz 30nA+0,35-103-/
20 pA bis <200 pA 1 kHz bis 5 kHz 25nA+0,75-103 -/
20 pA bis <200 pA 5 kHz bis 10 kHz 25nA+0,75-103 -/
200 pA  bis <2mA 40 Hz bis 500 Hz 0,30 uMA+0,35-103 -/
200 pA  bis <2mA 500 Hz bis 1 kHz 0,30 uA +0,35-103 -/
200 A bis  <2mA 1kHz  bis 5 kHz 0,25 uA+0,70 - 103 -/
200 pA  bis <2mA 5 kHz bis 10 kHz 0,25 uA+0,70 - 103 -/
2 mA bis <20 mA 40 Hz bis 500 Hz 3,0uA+0,35-103 -/
2 mA bis <20mA | 500Hz bis 1 kHz 3,0uA+0,35-103-/
2 mA bis <20mA 1kHz  bis 5 kHz 2,5uA+0,75- 103/
2 mA bis <20mA 5kHz bis 10 kHz 2,5uA+0,75- 103/
20mA  bis <200mA | 40Hz bis 500 Hz 30uA+0,35-103 -/
20mA  bis <200mA | 500 Hz bis 1 kHz 30uA+0,35-103 -/
20mA  bis <200mA | 1kHz bis 5 kHz 25uA+0,75-103 -/
20mA  bis <200mA | 5kHz bis 10 kHz 25uA+0,75-103 -/
200 mA  bis <2A 40 Hz bis 500 Hz 0,30 mA+0,80-103 -/
200 mA  bis <2A 500 Hz bis 1 kHz 0,30 mA+0,80-103 -/
200 mA  bis <2A 1kHz  bis 5 kHz 0,30mA+1,1-103-/
200 mA  bis <2A 5 kHz bis 10 kHz 0,30mA+1,1-103-/
Gultig ab: 13.09.2022
Ausstellungsdatum: 13.09.2022 Seite 10 von 26



Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15186-01-01

Elektrische MessgroRen

Permanentes Laboratorium

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit Bemerkungen
2A bis <20A 40 Hz bis 500 Hz 2,7mA+1,0-103-/
2A bis <20A 500 Hz bis 1 kHz 2,7mA+1,0-103-1/
2A bis <20A 1 kHz bis 5 kHz 2,7mA+3,0-103-/
2A bis <20A 5 kHz bis 10 kHz 2,7mA+3,0-103-/
20A bis <30A 40 Hz bis 2 kHz 18 mA+0,8-103-/ mit Fluke 8588A
20A  bis <30A | 2kHz bis 10kHz 20mA+1,2-103-/ I'=Messwert
Stromzangen >3,2A Dbis 32A 10Hz bis 100 Hz 5,0mA+3,5-103-1/ mit Wavetek 9100
>32A bis 32A 100 Hz bis 440 Hz 30mA+9,0-103-/ I = Messwert
>32A bis 200 A 10 Hz bis 100 Hz 90 mA+3,5-103 -/
>32A bis 200 A 100 Hz bis 440 Hz 0,30A+8,0-103-/
>16 A bis 160 A 10 Hz bis 100 Hz 30mA+3,5-103-/
>160A bis 1000 A 10Hz  bis 100 Hz 0,50A+3,5-103-/
Ableitstrom 100 pA  bis <300 pA 50 Hz 6,2-103-/ mit Fluke 5322A
300pA bis <3 mA 2,0uA+4,0-103 -/ | = Messwert
3 mA bis <30mA 15pA+4,0-103 -/
Messgerate 3mA  bis <30mA 0,50 pA +12-103 -/ mit Fluke 5322A
RCD (FI-Schalter) 30mA  bis <300mA | 50Hz bis  60Hz 12103/ I=Messwert
300 mA bis <3A 12-103-/
Kapazitat 0,19nF bis <0,233nF | 10Hz bis 10kHz 0,020nF+1,0-103-C | mit Fluke 5520A
Messgerate 0,33nF bis <1,1nF | 10Hz bis 10kHz 0,020nF+1,5-10%-C | C=Messwert
1,1 nF bis <3,3nF 10Hz bis 3 kHz 0,030nF+1,0-103-C
3,3 nF bis <11nF 10Hz bis 1 kHz 0,035nF+1,0-103-C
11 nF bis <33nF 10 Hz bis 1 kHz 0,20nF+1,0-103-C
33 nF bis <110nF | 10Hz bis 1 kHz 0,35nF+1,0-103-C
110nF  bis <330nF 10Hz bis 1 kHz 1,0nF+1,0-103-C
330 nF bis <1,1puF 10 Hz bis 600 Hz 3,5nF+1,0-103-C
1,1 uF bis <3,3uF 10Hz bis 300 Hz 40nF+3,0-103-C
3,3uF bis <11pF 10Hz  bis 150 Hz 15nF+3,0-103-C
11 uF bis <33 uF 10 Hz bis 120 Hz 35nF+5,0-103-C
33 pF bis <110 pF 10 Hz bis 80 Hz 0,15 uF+5,5-103-C
110 uF  bis <330 uF 0 Hz bis 50 Hz 0,40 uF +5,5-103-C
330 pF bis <1,1mF O Hz bis 20 Hz 1,5uF+5,5-103-C
1,1mF bis <3,3mF 0 Hz bis 6 Hz 40uF+5,5-103-C
3,3mF bis <11mF 0 Hz bis 2 Hz 15uF+5,5-103-C
11mF  bis <33mF 0 Hz bis 0,6 Hz 40 uF+9,0-103-C
33 mF bis <110 mF 0 Hz bis 0,2 Hz 0,25mF+12-103-C
Gultig ab: 13.09.2022

Ausstellungsdatum: 13.09.2022
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Elektrische MessgroRen

Permanentes Laboratorium

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte c
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit Bemerkungen
OszilloskopmessgroRRen 1mVv bis 2 mV Rechteckspannung 40-103-U mit Fluke 95008
Vertikalablenkung >2mV__ bis  10mV 1 kHz 30-10%-U Tastkopf 9520,
(Amplitude), >10mV_ bis  50mV an 50 Q oder 1 MQ 2,010%-U Tastkopf 9530
analoge und digitale >50mV  bis 56V an 50 Q 1,5-10%- U U = Messwert
Oszilloskope, - : 3
Datenlogger, >50mV Els 210V an 1 MQ 1,5-103-U
to i 1mv is 2 mV -103 -
virschrelber >2mV_ bis  10mV Gleichspannung :’8 18-3 Z
- an 50 Q oder 1 MQ L
>10mV bis 50 mV 1,5-103-U
>50mV bis 56V an 50 Q 1,0-103-U
>50mV bis 210V an 1 MQ 1,0- 103-U
Horizontalablenkung 500 ps bis 1ns 60103t t = Messwert
(Periodendauer), >1ns  bis  10ns 30-103 -t
analoge und digitale >10ns  bis 100 ns 3,0-103 -t
Oszilloskope, >100ns bis 1us 0,30-103- ¢
Datenlogger, - =
y-t-Schreiber >1ps  bis 10 ps 60-10°-t
> 10 us 30-10°6-t
Bandbreite ) b = Messwert
analoge und digitale 50kHz  bis 550 MHz 34-10%-b
Oszilloskope,
Datenlogger, >350  pie 11GHz | 0,1Vbis3Van500Q 45-10% b
y-t-Schreiber MHz
>1,1 GHz bis 3,2 GHz 50-103-b
Anstiegszeit ) t = Messwert
analoge und digitale 250ps  bis 500 ps 0,060 - t
Oszilloskope, an50Q
Datenlogggr, >500ps bis 5ns mit Messkopf 0,020 - t
y-t-Schreiber Fluke 9530
>5ns 0,010t
Gultig ab: 13.09.2022
Ausstellungsdatum: 13.09.2022 Seite 12 von 26
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Vor-Ort-Kalibrierung

( DAKKS

Kalibrier- und Messméglichkeiten (CMC)

Deutsche
Akkreditierungsstelle

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit ! Bemerkungen
Gleichspannung Y, mit Kurzschluss 1,0 pv mit Fluke 8588A
Messgerate ov bis 022V 1,0 4V +6,0-106- U U = Messwert
>0,22V  bis 2,2V 1,04V +5,0-10%- U
>2,2V bis 22V 6,0-10%- U
>22V bis 220V 8,0-106-U
>220V bis 1000 V 11-10%-U
Quellen oV mit Kurzschluss 1,0 pv mit Fluke 8588A
oV bis 0,2V 1,0 uvV +6,0-106- U U = Messwert
>0,2V bis 2V 1,04V +5,0-10%- U
>2V bis 20V 6,0-10%- U
>20V bis 200V 8,0-106-U
>200V bis 1000 V 11-10%-U
>1000V bis 5000 V 50V+4,0-103-U mit Fluke 5322A
0,5 kv bis <10kV 10-kV-Teiler 50V+4,0-103-U U = Messwert
Gleichstromstarke 10 pA bis <220 pA 0,010 uA + 40 - 106 -/ mit Fluke 5700A/EP
Messgerate >220 pA bis 2,2 mA 0,010 pA +50 - 106/ | = Messwert
>2,2mA bis 22mA 0,050 pA + 50 - 106 - |
>22mA  bis 220mA 0,10 yJA+50-10°C -/
>220mA bis 2,2A 1,0pA+80-106-/
>22A  bis <3A 45pA+045.103.) | MitFluke 55204
| = Messwert
3A  bis <11A 0,31mA+0,53-103./ |MitFluke5725A
| = Messwert
11A  bis  20,5A 0,75mA+1,2-103. | Mt Fluke 55204
| = Messwert
1A bis <10A 0,50 mA+0,60-103-/ mit burster 1282-0,001
10A bis 200 A 0,60-103-/ I'=Messwert
Quellen 20 pA bis 200 pA 0,00040 pA +15 - 106 -/ | Mit Fluke 8508A
>200pA  bis  2mA 0,0040 A +15-10-1 || _ pesswert
>2mA bis 20 mA 0,040 uA +20-10°-/
>20mA bis 200 mA 1,0 yA+50-106-/
>200 mA bis 2A 20 A +0,25-103 -/
>2A bis 20,5A 0,45 mA+0,55-103 -/
205A bis <30A 0,40 mA+0,67 103/ | Mit Fluke 85884
| = Messwert
1A bis <10A 0,50mA +0,6-103-/ mit burster 1282-0,001
10A  bis  200A 0,60 - 103/ I'=Messwert
Stromzangen >3,2A bis 32A 1,5mA+0,70- 103/ mit Wavetek 9100
>32A  bis  105A 10mA+0,70-103-1 | _ Messwert
>105A bis 200 A 50 mA+0,70- 103 -/
>16 A bis 160 A 7,0mA+0,75-103 -/
>160 A bis 525 A 50 mA+0,70- 103 -/
>525A bis 1000 A 0,25A+0,70-103 -/
Gultig ab: 13.09.2022

Ausstellungsdatum: 13.09.2022
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Deutsche

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15186-01-01 Akkreditierungsstelle

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit 1) Bemerkungen
Ableitstrom 100 yA  bis <300 pA 0,25 A +6,0-103 -/ mit Fluke 5322A
300pA  bis  <3mA L5uA+4,0-103-1 || - pesswert
3 mA bis <30mA 15pA+4,0-103 -/
Gleichstromwiderstand 10 bis <11Q 1,0mQ+0,17-103-R mit Fluke 5520A
Messgerate 110 bis <330 1,0mQ+20-10%-R R = Messwert
330 bis <110Q 0,65mQ+30-10%-R
110Q bis <330Q 35-10°-R
3300 bis <1100Q 35-10°-R
1,1kQ bis <3,3kQ 35-10°-R
3,3 kQ bis <11kQ 35-10°%-R
11 kQ bis <33kQ 35-10°-R
33 kQ bis <110kQ 35-10°-R
110 kQ bis <330kQ 40-10%-R
330 kQ bis <1,1MQ 40-10%-R
1,1 MQ bis <3,3MQ 80-10°-R
3,3 MQ bis <11 MQ 0,16-103-R
11 MQ bis <33 MQ 0,30-103-R
33 MQ bis <110 MQ 0,60-103-R
110 MQ  bis <330 MQ 3,5-103-R
330MQ  bis <1,1GQ 18-103-R
Quellen 100 uQ  bis 200 25uQ +50-10°-R Mit Fluke 8508A
>20Q  bis 2000 15-10%-R R = Messwert
>200Q bis 2 kQ 15-106-R
> 2 kQ bis 20 kQ 15-10%-R
>20kQ  bis 200 kQ 15-106-R
>200kQ bis 2 MQ 20-10%-R
>2 MQ bis 20 MQ 0,15kQ+15-10%-R
>20MQ bis 200 MQ 0,015MQ+40-10%-R
>200 MQ bis 2GQ 1,5MQ +0,70- 103 - R
>2GQ bis 20 GQ 15 MQ +0,70- 103 - R
Niederohmwiderstand 100mQ bis 4,990 [Imax| < 400 mA (DC) 15mQ+29-103 R mit Fluke 5322A
Messgerate 50 bis 29,9 Q |/MAX| <250 mA (DC) 15mQ+2,7- 103-R R = Messwert
300 bis 199,90 |Imax] < 100 mA (DC) 76 mQ+3,6-103-R
2000 bis 4990 |luax| < 45 mA (DC) 1,40+1,5-103-R
500 Q bis 1,999 kQ |Imax] < 25 mA (DC) 0,55Q+3,0:-103-R
2 kQ bis 4,99 kQ |Imax] < 10 mA (DC) 14Q+1,5-103-R
5kQ bis <10kQ [Imax| < 5 mA (DC) 6,1Q+2,8-103-R
Glltig ab: 13.09.2022

Ausstellungsdatum: 13.09.2022
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15186-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

( DAKKS

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

Deutsche
Akkreditierungsstelle

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit 1) Bemerkungen
Erdwiderstands- 25mQ [/max| < 40 A (DC) 0,24-R mit Fluke 5322A
messgerite 50 mQ |/max] < 40 A (DC) 0,14 -R R = Messwert
100 mQ [/max| < 40 A (DC) 64-103-R
330 mQ [/max| < 40 A (DC) 28-103-R
500 mQ |Imax| < 40 A (DC) 20-103-R
10 |/max| < 40 A (DC) 12-103-R
1,80 |Imax| < 30 A (DC) 12-103-R
5Q |'max] < 21 A (DC) 7,5-103-R
10Q ['max] < 15 A (DC) 7,0-103-R
18Q ['max] < 10 A (DC) 7,0-103-R
500 |Ivax] < 5 A (DC) 7,0-103-R
100 Q [/max| < 3 A (DC) 6,0-103-R
180 Q |Ivax| < 1,35 A (DC) 6,5-103- R
500 Q [/max] < 0,6 A (DC) 6,0-103-R
1kQ [/max] < 0,3 A (DC) 6,0-103-R
1,8 kQ |'max| < 0,15 A (DC) 6,5-103-R
Hochohmwiderstands- 10 kQ bis <40kQ |U] <65 V (DC) 2,5-103-R mit Fluke 5322A
messgerite 40 kQ bis <100 kQ |U] < 400 V (DC) 2,5-103-R R = Messwert
100 kQ bis <200 kQ |U] <800V (DC) 2,5-103-R
200 kQ bis <1MQ |U] <1100V (DC) 2,5-103-R
1 MQ bis <2MQ |U] <1575 V (DC) 4,0-103-R
2 MQ bis <10MQ |U] <2500 V (DC) 4,0-103-R
10 MQ bis <1GQ |U] < 5500 V (DC) 7,0-103-R
1GQ bis <10GQ |U] < 5500 V (DC) 12-103-R
10 GQ bis <100 GQ |U] < 5500 V (DC) 35-103-R
Gultig ab: 13.09.2022

Ausstellungsdatum: 13.09.2022
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Deutsche

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15186-01-01 Akkreditierungsstelle

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit 1) Bemerkungen
Wechselspannung 1mV bis <2,2mV 10Hz bis 20Hz 8,2uV+0,25-103-U mit Fluke 5700A/EP
Messgerate 1mV bis <2,2mV 20 Hz bis 40 Hz 8,2 uVv +101- 106U U = Messwert
1mV bis <2,2mV 40Hz bis 20kHz 8,2uV+90-10°-U
1mV bis <2,2mV 20 kHz bis 50 kHz 8,2uV+0,22-103-U
1mV bis <2,2mV 50 kHz bis 100 kHz 9,1 uV+0,55-103-U
1mV bis <2,2mV 100 kHz bis 300 kHz 15uv+1,5-103-U
1mV bis <2,2mV 300 kHz bis 500 kHz 30uv+2,0-103-U
1mV bis <2,2mV 500 kHz bis 1 MHz 30uv+3,7-103-U
2,2mV bis <22mV 10Hz bis 20Hz 8,0V +0,35-103-U
22mV bis <22mV 20Hz bis 40Hz 8,0V +0,20-10%- U
2,2mV bis <22mV 40Hz  bis 20kHz 8,0 uVvV+0,20-103-U
2,2mV bis <22mV 20kHz bis 50 kHz 8,0 uV+0,30-103-U
2,2mV bis <22mV 50kHz bis 100 kHz 10uv+0,60-103 U
2,2mV bis <22mV 100 kHz bis 300 kHz 15uv+1,5-103-U
2,2mV bis <22mV 300 kHz bis 500 kHz 30uvV+2,0-103-U
22mV bis <22mV | 500kHz bis 1 MHz 30pV+4,0-10%-U
22mV bis <220 mV 10Hz bis 20Hz 20 uV+0,35-103- U
22mV bis <220 mV 20Hz bis 40Hz 15uv+0,15-103 U
22mV bis <220 mV 40Hz  bis 20kHz 15uv+0,15-103 U
22mV bis <220 mV 20kHz bis 50 kHz 15uv+0,30-103 U
22mV bis <220 mV 50 kHz bis 100 kHz 25uV+0,70-103- U
22mV bis <220mV | 100 kHz bis 300 kHz 30uv+1,3-103-U
22mV bis <220mV | 300 kHz bis 500 kHz 35uvV+2,0-103-U
22mV bis <220mV | 500 kHz bis 1MHz 704V +4,0-103-U
220mV bis <2,2V 10Hz bis 20Hz 60UV +0,35-103- U
220mV bis <2,2V 20Hz bis 40Hz 25uV+0,15-103- U
220mV bis <2,2V 40Hz bis 20kHz 15uv+0,10-103 U
220mV bis <2,2V 20kHz bis 50 kHz 15uv+0,15-103 U
220mV bis <2,2V 50kHz bis 100 kHz 50 uV+0,15-103- U
220mV  bis <2,2V 100 kHz bis 300 kHz 0,12mV+0,60-103 U
220mV bis <2,2V 300 kHz bis 500 kHz 0,30mV+1,5-103-U
220mV bis <2,2V 500 kHz bis 1 MHz 0,50mV+2,5-103-U
2,2V bis <22V 10Hz bis 20Hz 0,60mV+0,35-103 U
2,2V bis <22V 20Hz bis 40Hz 0,25-103-U
2,2V bis <22V 40Hz  bis 20kHz 0,10-103-U
2,2V bis <22V 20 kHz bis 50 kHz 0,20-103-U
2,2V bis <22V 50 kHz bis 100 kHz 0,30-103-U
2,2V bis <22V 100 kHz bis 300 kHz 0,95mV+0,40-103 U
2,2V bis <22V 300 kHz bis 500 kHz 3,0mV+15-103-U
2,2V bis <22V 500 kHz bis 1 MHz 4,5mV+25-103-U
22V bis <220V 10Hz bis 20Hz 0,65-103-U
22V bis <220V 20Hz bis 40Hz 0,25-103-U
Glltig ab: 13.09.2022
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Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit 1) Bemerkungen
22V bis <220V 40Hz  bis 20kHz 0,20-103-U
22V bis <220V 20kHz bis 50 kHz 0,20-103-U
22V bis <220V 50 kHz bis 100 kHz 0,40-103 U
220V bis <1100V 50Hz bis 100 kHz 0,20-103-U
Wechselspannung >1mV  bis 10 mV 1Hz bis 10Hz 60 uVv +0,15-103 - U Mit Fluke 8588A
Quellen >1mV bis 10 mV 10Hz bis 40Hz 60 uvV+0,15-103- U U = Messwert
>1mV bis 10 mV 40Hz  bis 100 Hz 60V +0,15-103-U
>1mV bis 10 mV 100Hz bis 2kHz 60V +0,15-103- U
>1mV bis 10 mV 2kHz  bis 10kHz 60UV +0,15-103- U
>1mV bis 10 mV 10kHz bis 30kHz 60V +0,15-103- U
>1mV bis 10 mV 30kHz bis 100 kHz 60 UV +0,55-103- U
>1mV bis 10 mV 100 kHz bis 300 kHz 75uV+8,3-103-U
>1mV bis 10 mv 300 kHz bis 1 MHz 75uV+20-103-U
>10mV  bis 100 mV 1Hz bis 10Hz 20UV +0,35-103- U
>10mV  bis 100 mV 10Hz bis 40Hz 45uV +0,35-103- U
>10mV bis 100 mV 40Hz bis 1kHz 20UV +0,15-103- U
>10mV  bis 100 mV 1kHz bis 20kHz 20UV +0,15-103- U
>10mV  bis 100 mV 20kHz bis 50 kHz 20uV+0,40-103-U
>10mV bis 100 mV 50 kHz bis 100 kHz 20UV +0,50-103- U
>10mV bis 100 mV 100 kHz bis 300 kHz 0,10 mV+2,0-103-U
>10mV  bis 100 mV 300 kHz bis 1MHz 0,10 mV+13-103-U

Glltig ab: 13.09.2022
Ausstellungsdatum: 13.09.2022 Seite 17 von 26
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15186-01-01 Akkreditierungsstelle

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit 1) Bemerkungen
Wechselspannung >100 mV bis 2V 1Hz bis 10Hz 0,15mV +0,20-103-U | mit Fluke 8588A
Quellen >100mV bis 2V 10Hz bis 40Hz 25uV+0,15-103- U U = Messwert
>100 mV bis 2V 40Hz bis 100 Hz 20UV +0,15-103- U
>100mV  bis 2V 100 Hz bis 2 kHz 25uV+0,10-103- U
>100mV bis 2V 2kHz bis 10kHz 20UV +0,15-103- U
>100mV bis 2V 10kHz bis 30kHz 20UV +0,25-103-U
>100mV bis 2V 30kHz bis 100 kHz 50uvV+1,0-103-U
>2V bis 20V 1Hz bis 10 Hz 1,5mV+0,20-103- U
>2V bis 20V 10Hz bis 40Hz 0,25 mV +0,15- 103 - U
>2V bis 20V 40Hz  bis 100 Hz 0,20mV +0,15-103 U
>2V bis 20V 100Hz bis 2 kHz 0,25mV+0,10-103 U
>2V bis 20V 2kHz bis 10kHz 0,20mV +0,15-103 U
>2V bis 20V 10kHz bis 30kHz 0,10mV +0,25-103 U
>2V bis 20V 30kHz bis 100 kHz 0,60mV+0,60-103 U
>20V bis 200V 1Hz bis 10 Hz 15mV+0,20-103- U
>20V bis 200V 10Hz bis 40Hz 2,5mV+0,15-103- U
>20V bis 200V 40Hz  bis 100 Hz 2,0mV+0,15-103- U
>20V bis 200V 100Hz bis 2 kHz 2,5mV+0,10-103-U
>20V bis 200V 2kHz bis 10kHz 2,0mV+0,15-103-U
>20V bis 200V 10kHz bis 30kHz 1,0mV+0,25-103- U
>20V bis 200V 30kHz bis 100 kHz 50mV+0,65-103-U
>200V  bis 1000 V 10Hz bis 40Hz 20mV+0,20-103- U
>200V  bis 1000 V 40Hz  bis 10 kHz 20mV+0,15-103- U
>200V  bis 1000 V 10kHz bis 30kHz 55mV+0,30-103-U
1kv bis <5kv 20Hz bis 100 Hz 30V+7,0-103-U mit Fluke 5322A
1KV bis <10kV i%ii;__srgi'l"ezr‘ 55V+7-103-U U =Messwert
Wechselstromstarke 29 pA bis <54 pA 10Hz bis 20Hz 0,15pA+2,5-103-/ mit Fluke 5520A
Messgerite 29 pA bis <54 puA 20Hz bis 45Hz 0,15uA+2,0-103-/ | = Messwert
29 pA bis <54 pA 45Hz bis 1kHz 0,15uA+2,0-103-/
29 pA bis <54 pA 1kHz bis 5kHz 0,2uA+3,5-103 -/
29 pA bis <54 pA 5kHz bis 10kHz 0,25 A +9,5-103 -/
29 pA bis <54 pA 10kHz bis 30kHz 0,5uA +20-103-/

Glltig ab: 13.09.2022
Ausstellungsdatum: 13.09.2022 Seite 18 von 26
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Deutsche

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15186-01-01 Akkreditierungsstelle

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte
b ; i 1) Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit
Wechselstromstarke mit Fluke 5700A/EP
Messgerate 54 pA bis <220 pA 10 Hz bis 20Hz 0,10 uA +0,35-103 -/ | = Messwert

54 pA bis <220 pA 20Hz bis 40Hz 0,10 uA + 0,25 - 103 -/

54 pA bis <220 pA 40Hz bis 1kHz 0,10 pA + 0,25 - 103 -/

54 pA bis <220 pA 1kHz bis 5kHz 0,10 A +0,35-103 -/

54 pA bis <220 pA 5kHz bis 10kHz 0,10 pA+2,0-103 -/

220 pA bis <2,2mA 10Hz bis 20Hz 0,10 uA +0,35-103 -/

220 pA bis <2,2mA 20Hz bis 40Hz 0,10 uA +0,25-103 -/

220 pA bis <2,2mA 40Hz  bis 1kHz 0,10 uA + 0,20 - 103 -/

220pA  bis <2,2mA | 1kHz bis 5kHz 0,20 pA+0,30 - 103 -/

220 pA bis <2,2mA 5kHz  bis 10 kHz 10pA+15-103 -/

2,2 mA bis <22mA 10Hz bis 20Hz 0,60 uA +0,35-103 -/

2,2 mA bis <22mA 20Hz bis 40Hz 0,50 uA +0,25-103 -/

2,2 mA bis <22 mA 40Hz bis 1kHz 1,0 A +0,20-103 -/

22mA bis <22mA | 1kHz bis 5kHz 1,0 pA +0,30 - 103 - /

22mA bis <22mA | 5kHz bis 10kHz 80pA+1,5-103-/

22 mA bis <220 mA 10Hz bis 20Hz 6,0 A +0,35-103 -/

22 mA bis <220 mA 20Hz bis 40Hz 50pA+0,25- 103/

22 mA bis <220mA 40Hz bis 1kHz 4,0 4A+0,20- 103 -/

22 mA bis <220mA 1kHz bis 5kHz 50uA+0,30- 103/

22 mA bis <220 mA 5kHz  bis 10 kHz 15pA+1,5-103-/

220 mA  bis <2,2A 20Hz bis 1kHz 50 uA+0,40-103 -/

220 mA  bis <2,2A 1kHz bis 5kHz 0,10mA +0,65-103 -/

220mA  bis <2,2A 5kHz bis 10 kHz 0,25mA +9,5-103-/
22A bis <3A 45Hz  bis 1kHz 0,10mA +0,10-103-/ | mit Fluke 5520A
22A  bis  <3A 1kHz  bis  5kHz L5mA+7,0-103-1 |- Messwert
3A bis <11A 40Hz bis 1kHz 0,57 mA+0,50-103 -/ | mit Fluke 5725A
3A bis <11A 1kHz bis 5kHz 0,82mA+1,1-103-/ | = Messwert
3A bis <11A 5kHz bis 10 kHz 2,7mA+4,0-103 -/
11A  bis <20,5A | 45Hz bis 100Hz 6,0mA+1,5-10%-1 | mit Fluke 5520A
11A  bis <20,5A | 100Hz bis 1kHz 6,0mA+2,0-10%-/ |/=Messwert

Stromzangen >3,2A  bis 32A 10Hz bis 100 Hz 50mA+3,5-103-/ mit Wavetek 9100

>3,2A  bis 32A 100 Hz bis 440 Hz 30mA+10-103-/ | = Messwert

>32A  Dbis 200 A 10Hz bis 100 Hz 90mA+3,5-103-/

>32A bis 200 A 100Hz bis 440Hz 0,30A+8,0-103-/

>16 A bis 160 A 10Hz bis 100 Hz 30mA+3,5-103-/

Glltig ab: 13.09.2022

Ausstellungsdatum: 13.09.2022
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Deutsche

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15186-01-01 Akkreditierungsstelle

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte
Kalibrier ; i 1) Bemerkungen
gegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit
>160 A bis 1000 A 10 Hz bis 100 Hz 0,50A+3,5-103-/
Ableitstrom 100 A bis <300 pA 6,2-103-/ mit Fluke 5322A
300pA  bis  <3mA 50 Hz 20pA+4,0-10%. | /T Messwert
3 mA bis <30mA 15uA+4,0-103 -/
Messgerdte 3mA  bis <30mA 0,50 pA +12-10%-/ | mit Fluke 5322A
RCD (FI-Schalter) -
30mA  bis <300mA | 50Hz bis 60Hz 121031 /= Messwert
300 mA bis <3A 12-103-1/
Quellen 2uA  bis <20pA | 40Hz bis 10kHz 11nA+2,0-103-/ mit Fluke 8588A
I = Messwert
20 pA bis <200 pA 40 Hz bis 500 Hz 30nA+0,35-103 -/
20 pA bis <200 pA 500 Hz bis 1 kHz 30nA+0,35-103-/
20 pA bis <200 pA 1kHz bis 5kHz 25nA+0,75-103 -/
20 pA bis <200 pA 5kHz bis 10kHz 25nA+0,75-103 -/
200 pA bis <2mA 40Hz bis 500 Hz 0,30 uA+0,35-103 -/
200 pA bis <2mA 500Hz bis 1kHz 0,30 uA+0,35-103 -/
200 pA bis <2mA 1 kHz bis 5 kHz 0,25 uA+0,70- 103 -/
200 pA bis <2mA 5kHz bis 10kHz 0,25 uA+0,70 - 103 -/
2 mA bis <20mA 40Hz bis 500 Hz 3,0uA+0,35-103-/
2 mA bis <20mA 500Hz bis 1kHz 3,0uA+0,35-103-/
2 mA bis <20mA 1 kHz bis 5 kHz 2,5uA+0,75-103 -/
2 mA bis <20mA 5 kHz bis 10 kHz 2,5uA+0,75-103 -/
20 mA bis <200 mA 40 Hz bis 500 Hz 30uA+0,35-103 -/
20 mA bis <200mA | 500Hz bis 1 kHz 30uA+0,35-103 -/
20 mA bis <200 mA 1kHz bis 5kHz 25uA+0,75-103 -/
20 mA bis <200 mA 5kHz bis 10kHz 25uA+0,75-103 -/
200 mA bis <2A 40 Hz bis 500 Hz 0,30mA+0,80-103-/
200 mA  bis <2A 500Hz bis 1kHz 0,30mA+0,80-103-/
200 mA bis <2A 1 kHz bis 5 kHz 0,30mA+1,1-103-/
200 mA bis <2A 5 kHz bis 10 kHz 0,30mA+1,1-103-/
2A bis <20A 40 Hz bis 500 Hz 2,7mA+1,0-103-/
2A bis <20A 500Hz bis 1kHz 2,7mA+1,0-103/
2A bis <20A 1kHz bis 5kHz 2,7mA+3,0-103/
2A bis <20A 5kHz  bis 10 kHz 2,7mA+3,0-103/
Gultig ab: 13.09.2022

Ausstellungsdatum: 13.09.2022
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Deutsche

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15186-01-01 Akkreditierungsstelle

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit 1) Bemerkungen
Quellen 20A bis <30A 40Hz bis 2kHz 18 mA+0,8-103-/ Mit Fluke 8588A
20 A bis <30A 2kHz bis 10kHz 20mA+1,2-103-/ | = Messwert
Kapazitat 0,19nF bis <0,33nF | 10Hz bis 10kHz | 0,020nF+1,0-10%-C | mit Fluke 5520A
Messgerate 0,33 nF bis <1,1nF 10Hz bis 10kHz 0,020nF+1,5-103-C C = Messwert
1,1 nF bis <3,3nF 10Hz bis 3 kHz 0,030nF+1,0-103-C
3,3nF bis <11nF 10Hz  bis 1 kHz 0,035nF+1,0-103-C
11 nF bis <33nF 10Hz  bis 1 kHz 0,20nF+1,0-103-C
33 nF bis <110nF 10Hz bis 1kHz 0,35nF+1,0-103-C
110 nF bis <330nF 10Hz  bis 1 kHz 1,0nF+1,0-103-C
330 nF bis <1,1puF 10Hz bis 600 Hz 35nF+1,0-103-C
1,1 uF bis <3,3uF 10Hz bis 300Hz 4,0nF+3,0:-103-C
3,3 uF bis <11 uF 10Hz bis 150 Hz 15nF+3,0-103-C
11 pF bis <33 uF 10Hz bis 120Hz 35nF+5,0-103-C
33 uF bis <110 uF 10Hz bis 80Hz 0,15 uF+5,5-103-C
110 pF bis <330 uF 0 Hz bis 50 Hz 0,40 uF +5,5-103-C
330 pF bis <1,1mF 0 Hz bis 20 Hz 1,5uF+5,5:103-C
1,1 mF bis <3,3mF 0 Hz bis 6 Hz 40uF+5,5-103-C
3,3mF bis <11 mF 0 Hz bis 2 Hz 15uF+5,5:103-C
11 mF bis <33 mF 0 Hz bis 0,6 Hz 40 uF+9,0-103-C
33 mF bis <110 mF 0 Hz bis 0,2 Hz 0,25mF+12-103-C
Gultig ab: 13.09.2022
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15186-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

( DAKKS

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Ausstellungsdatum: 13.09.2022

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit ! Bemerkungen
OszilloskopmessgrofRen 1mvV bis 2mV Rechteckspannung 4,0-103-U mit Fluke 9500 B
Vertikalablenkung >2mV  bis 10mV 1 kHz 3,0-103-U Tastkopf 9520
(Amplitude), >10mV  bis 50mV an 50 Q oder 1 MQ 2,0 103-U Tastkopf 9530
analoge und digitale >50mV  bis 56V an50Q 1,5-103- U U = Messwert
Oszilloskope, -
Datenlogger, >50mV bis 210V an 1 MQ 1,5-103-U
y-t-Schreiber
1mVv bis 2mV Gleichspannung 5,0-103-U
>2mV bis 10 mv 3,0-103-U
>10mV_ bis 50 mV an 50 Q oder 1 MQ 1,5-10°-U
>50mV bis 56V an50Q 1,0-103-U
>50mV bis 210V an 1 MQ 1,0-103-U
Horizontalablenkung 500 ps bis 1ns 60-103 -t t = Messwert
(Periodendauer) >1ns bis 10 ns 30-103 -t
analoge und digitale >10ns bis 100 ns 3-103-t
Oszilloskope, >100ns bis 1us 0,3-103-¢t
Datenlogger, >1lps  bis 10 us 60106 -t
y-t-Schreiber >10 ps 30106t
Bandbreite, b = Messwert
analoge und digitale 50 kHz bis 550 MHz 34-103-b
Oszilloskope,
Datenlogger,
y-t-Schreiber TWSI_?S bis 1,1 GHz 0,1V bis3Van500Q 45-103-b
>1,1GHz bis 3,2 GHz 50-103-b
Anstiegszeit, t = Messwert
analoge und digitale 250ps  bis 500 ps an500Q 0,060 - t
Oszilloskope,
Datenlogger, >500ps  bis 5ns mit Messkopf 0,02 -t
y-t-Schreiber
>5ns Fluke 9530 0,01-t
Gultig ab: 13.09.2022
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15186-01-01

Dimensionelle Messgrof3en, Linge

Permanentes Laboratorium

DAKKS

(

Deutsche

Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messméglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte c
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit V) Bemerkungen
Liange VDI/VDE/DGQ 2618 I: Lange des MaRes
Parallelendmale aus Blatt 3.1:2004 Fiir das MittenmaR:
Stahl nach Messung der Abweichung 0,1um +1,0-106] | Messflachenqualitat

DIN EN ISO 3650:1999*

0,5 mm bis 100 mm, in
den Nennmalien der

des MittenmaRes Ic vom
NennmaR |, durch
Unterschiedsmessung.

Messung der Abweichungen
found f, vom Mittenmal}
durch 5-Punkte-
Unterschiedsmessung.

Flr die Abweichungen
fo und f, vom Mittenmal3:
0,07 um

entsprechend den
Festlegungen im
QM-Handbuch und
in den
Arbeitsanweisungen

Normale
Parallelendmale aus Fiir die kleinsten Fiir das Mitt 2.
Keramik nach Messunsicherheiten sind die OTZ 2 +|1 g'?Tg_gl
DIN EN ISO 3650:1999* Anschiebbarkeit und die il
Anschubmerkmale beider
. Messflachen des . Fir die Abweichungen
Kalibriergegenstandes mit £, und f, vom MittenmaR:
einer geeigneten 0,07 um
Planglasplatte zu prufen.
Zylindrische
Einstellnormale d: gemessener
Einstellringe* VDI/VDE/DGQ 2618 0,8um+2-10%-d Durchmesser
Durchmesser 2mm  bis 280 mm Blatt 4.1:2006
Rundheitsabweichung 0,1 um
Geradheits- und
Parallelitdtsabweichung 0,8 pm
Gultig ab: 13.09.2022
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Permanentes Laboratorium

( DAKKS

Deutsche

Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messméglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte
P ; 1) Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit
Lehrdorne*
. -6 .
Durchmesser 1mm  bis 350 mm 08pum+2-10°-d
Rundheitsabweichung 0,1 um
Geradheits- und . -
i Axiale Lange
Parallelititsabweichung Omm  bis 300 mm 0,8 pm g
Prifstifte*
rutstirte , 0,8um+2-106-d
Durchmesser 1mm bis 20 mm VDI/VDE/DGQ 2618
Rundheitsabweichung Blatt 4.2:2007 0,1 um
Geradheits-und . «
i Axiale Lange
Parallelititsabweichung 0mm bis 300 mm 0,8 pm g
EinstellmaRe fir . VDI/VDE/DGQ 2618
1 . 106 -
Bugelmessschrauben* 25mm - bis 1000 mm Blatt 4.4:2009 2pm +10-10¢- |
Rachenlehren* . VDI/VDE/DGQ 2618 "
20mm  bis 250 mm Blatt 4.7:2005 2,5um+10-10°-|
Messschieber fir AuRen-, . VDI/VDE/DGQ 2618 "
Innen- und TiefenmaRe* 0mm bis 1000 mm Blatt 9.1:2006 30um +30-10°- |
Tiefenmessschieber* . VDI/VDE/DGQ 2618 "
0 mm bis 1000 mm Blatt 9.2:2006 30 um+30-10%-1
Buigelmessschrauben* 0mm bis 300 mm VDI/VDE/DGQ 2618 3pum+10-10°¢-1
>300mm bis 1000 mm Blatt 10.1:2001 5um+10-106- |
Feinzeigermessschrauben* VDI/VDE/DGQ 2618
i . -6 .
0mm bis 200 mm Blatt 10.3:2002 3um+15-10°6-1
Tiefenmessschrauben* . VDI/VDE/DGQ 2618 . .
. 106 - |: gemessene Linge
0mm bis 600 mm Blatt 10.5:2010 3um+15-10°6-1 g g
Innenmessschrauben mit 25mm  bis 300 mm VDI/VDE/DGQ 2618 3pum+10-10°€-1 |: gemessene Linge
2-Punkt-Beriihrung* >300mm bis 1000 mm Blatt 10.7:2010 5um+10- 10 |
Innenmessschrauben mit . VDI/VDE/DGQ 2618
.10 -
3-Linien-Beriihrung* 4mm bis 100 mm Blatt 10.8:2002 3um+10-10°-/
Feinzeiger-Rachenlehren, |\ e 500 mm KV 31/38:2021 2um +15-10% -/
Passameter
Messuhren mit . VDI/VDE/DGQ/DKD 2618
. 106 -
Skalenanzeige* bis 100 mm Blatt 11.1:2021 3pm+10-10°-|
Feinzeiger* . VDI/VDE/DGQ 2618
bis 3 mm Blatt 11.2:2002 0,7 um
Fuhlhebelmessgerate* . VDI/VDE/DGQ 2618
bis 1,6 mm Blatt 11.3:2002 0,9 um
Messuhren mit . VDI/VDE/DGQ/DKD 2618
. 106 -
Ziffernanzeige* bis 100 mm Blatt 11.4:2020 3pm +10-10°- |
Hebelmessgerate
. . VDI/VDE/DGQ 2618 "
(Schnelltaster) fir 0mm bis 500 mm Blatt 12.1:2005 7um+10-10°6-1
AuBenmessungen*
Hebelmessgerate
. . VDI/VDE/DGQ 2618 -
(Schnelltaster) fu; 4 mm bis 150 mm Blatt 13.1:2005 7um+10-106-1
Innenmessungen
Gultig ab: 13.09.2022
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Permanentes Laboratorium

MessgroRe /
Kalibriergegenstand

( DAKKS

Deutsche

Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messméglichkeiten (CMC)

Messbereich /
Messspanne

Messbedingungen /
Verfahren

Erweiterte
Messunsicherheit ¥

Bemerkungen

Innenmessgerate mit
2-Punkt-Berthrung*

4 mm bis 100 mm

VDI/VDE/DGQ 2618
Blatt 13.2:2005

1,5 um

Messspanne bis
2 mm

Gewindelehren*
(ein- und mehrgangige
zylindrische AuRRen- und
Innengewinde mit
geradlinigen Flanken,
symmetrischem Profil)

AuRengewinde*
einfacher Flanken-
durchmesser

Nenndurchmesser
1 mm bis 350 mm
Nennsteigung
0,25 mm bis 5,5 mm

VDI/VDE/DGQ 2618
Blatt 4.8:2006 (Option 1)
Dreidrahtmethode (senk-
recht zur Gewindeachse)

EURAMET cg-10:2012

3um+10-10°¢-d

Innengewinde*
einfacher Flanken-

Nenndurchmesser
2,5 mm bis 200 mm

VDI/VDE/DGQ 2618
Blatt 4.9:2006 (Option 1)

d: gemessener
Flankendurchmesser

durchmesser . Zweikugelmethode (senk-
Nennsteigung . 2,8um+10-10°%-d
045 mm bis 6.0 mm recht zur Gewindeachse)
! ! EURAMET cg-10:2012
Winkel* VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 Schenkelldnge |, bis
i 4
Stahlwinkel 90° bis 400 mm Blatt 7.1:2019 4,0um 400 mm
Winkelmesser* 0° bis 360° 30" SKW ab 1’
. . = . VDI/VDE/DGQ 2618
Geradheit und Ebenheit Lange bis 300 mm Blatt 7.2:2008 2,2 um
Parallelitat Lange bis 300 mm 3,2 um
Haarlineale* . VDI/VDE/DGQ 2618
bis 300 mm Blatt 5.2: 2013 1um
Dimensionelle MessgrofRen, Linge
Mobiles Laboratorium
Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)
MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit ¥ Bemerkungen
Rachenlehren* . VDI/VDE/DGQ 2618 I: gemessene Lange
.106 -
20mm  bis 250 mm Blatt 4.7:2005 2,5um+10-10¢-|
Messschieber fur AuBen-, . VDI/VDE/DGQ 2618 .
Innen- und Tiefenmale* 0mm bis 500 mm Blatt 9.1:2006 30um+30-10°- |
Tiefenmessschieber* . VDI/VDE/DGQ 2618 "
0 mm bis 300 mm Blatt 9.2:2006 30 um +30-10°-1
Bligelmessschrauben* 0 mm bis 300 mm VDI/VDE/DGQ 2618 3pm+10-10°-1
>300mm bis 500 mm Blatt 10.1:2001 5um+10-10°-1
Gultig ab: 13.09.2022
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Deutsche
Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15186-01-01 Akkreditierungsstelle

Mobiles Laboratorium

Kalibrier- und Messméglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte c
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit V) Bemerkungen
Tiefenmessschrauben* |: gemessene Linge
. VDI/VDE/DGQ 2618
0 mm bis 200 mm /VDE/DGQ 3pum+15-10°%-1 200 mm ist Endwert

Blatt 10.5:2010 des Messbereiches

. VDI/VDE/DGQ 2618 "
0 mm bis 200 mm Blatt 10.3:2002 3um+15-10°6-1

Feinzeigermessschrauben* |: gemessene Linge

Feinzeiger-Rachenlehren,

0 mm bis 500 mm KV 31/38:2021 2um+15-10°6-|
Passameter
Messuhren mit . VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 .
Skalenanzeige* bis 100 mm Blatt 11.1:2021 3pum+10-10°- |
Feinzeiger* . VDI/VDE/DGQ 2618
bis 3 mm Blatt 11.2:2002 0,7 um
Fihlhebelmessgerate* . VDI/VDE/DGQ 2618
bis 1,6 mm Blatt 11.3:2002 0,9 um
Messuhren mit . VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 I: gemessene Lange
.10 -

Ziffernanzeige* bis 100 mm Blatt 11.4:2020 3pum+10-10°- |
Hebelmessgerate

. . VDI/VDE/DGQ 2618 "
(Schnelltaster) fur 0mm bis 500 mm Blatt 12.1:2005 7um+10-10°6-1
AuRenmessungen*®
Hebelmessgerate

. . VDI/VDE/DGQ 2618 "
(Schnelltaster) fir 4 mm bis 150 mm Blatt 13.1:2005 7um+10-10°6-1
Innenmessungen*
Innenmessschrauben mit . VDI/VDE/DGQ 2618 .
3-Linien-Beriihrung* 4mm - bis 100 mm Blatt 10.8:2002 3pm+10-10°-|

Verwendete Abkiirzungen:

CcMC Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmoglichkeiten)

BIPM Bureau International des Poids et Mesures (Internationales Biro fir Mals und
Gewicht)

DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

DKD-R Richtlinie des Deutschen Kalibrierdienstes (DKD), herausgegeben von der
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt

KV Hausverfahren des Kalibrierlaboratoriums

VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e. V.

VDI Verein Deutscher Ingenieure

Glltig ab: 13.09.2022
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